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[bookmark: _GoBack]Актуальностью данного исследования является применение тонкопеночных покрытий (углеродных пленок) в различных сферах деятельности человека. Определение толщины данных покрытий является основополагающим в создание микросхем, т.к. данный материал обладает высокой тепло и электропроводностью.

***
Для достижения поставленной цели были выполнены следующие задачи исследования:
а) Модернизирована экспериментальная установка с возможностью регулировки угла падения света на пленку
б) Измерена интенсивность отраженного света в видимом диапазоне при различных углах падения для различных (возможных) оптических толщин
Основными аспектами данного исследования является экспериментальное определение толщины у рассматриваемого материала и его классификаций. Предложенные вашему вниманию образцы были исследованы на разработанной и реализованной на базе кафедры общей и экспериментальной физики АлтГУ базовой установки для определения оптических параметров исследуемых образцов (углеродной пленки на стеклянной подложке).
Ключевым моментом является проверка правильности используемого метода для определения толщины. 
Для исследования толщины был выбран воздушный зазор, созданный фольгой, т.к. на нем преобладает ярко выраженная интерференционная картина.  Так же были экспериментально получены и изучены различные модификации воздушного зазора. 
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